SPEKTROSKOPI LABORATUVARI
Yiiksel Ufuktepe (1 doktora, 1 yiiksek Lisans dgrencisi)

Arastirma konusu: Yeni tipte malzemelerin ince filmlerinin liretimi, yapisal, elektronik ve
cesitli 6zelliklerinin ( yiizey, sertlik, manyetik, siiperiletkenlik v.b) belirlenerek malzemenin
yeni teknolojilerde kullanilabilirliginin arastirilmas.
Uluslararasi isbirligi;
1. Department of Electrical and Computer Engineering and the Applied Research Center,
Old Dominion University, Norfolk, Virginia 23529, USA
2. UVSOR Facility, Institute for Molecular Science, Okazaki, 444-8585, JAPAN
3. Stanford Synchrotron Radiation Laboratory, 2575 Sand Hill Road, Menlo Park, CA
94025,USA
Metal, metal oksit, metal siilfiir ve metal nitrat ince filmlerin; kimyasal depolama, piiskiirtme
ve vakum iginde 1sisal buharlastirma yontemleriyle elde edilerek incelenmektedir. Yeni tipte
nano boyutta malzemelerin ince filmlerinin yapisal, elektronik ve gesitli ozelliklerinin
(manyetik, sertlik, siiper iletkenlik v.b) belirlenerek malzemenin yeni teknolojilerde
kullanilabilirliginin arastirilmaktadir. Ozellikle opto-elektroik aygitlar, sensorler ve giines
pillerinin yapiminda kullanilabilecek ve yeni tipte iiriin gelistirmeye yonelik malzemelerin
incelenmesi hedeflenmistir. X 1511 foto-elektron spektroskopisi elektronik yapi tayininde
kullanilmakta olup, laboratuvar alt yapisinin yetersiz oldugu olgiimler i¢in hizmet alimi ile
disaridan temin edilmektedir.
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Sekil 1: Degisik sicakliklarda azot gazi ortaminda Nb metalinin 1sitilmasiyla elde edilen
NbNx ince filmlerden alinan 2-boyutlu X-1sin1 kirinimi desenlerini gostermektedir.

Spektroskopik oOlctimler; Avrupa birligi iilkeleri, Japonya ve ABD’de bulunan c¢esitli
sinkrotron 151n1m merkezlerinden deney zamani alinarak gergeklestirilmektedir.



